
Лекция 10.
Обзор методов структурного 

анализа наноструктур  
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Источники рентгеновского излучения

синхротронное излучениехарактеристическое излучение
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Применения рентгеновского излучения

- определение атомарной и молекулярной структуры кристаллов, в 
т.ч. определение степени разупорядочения и параметров 
поликристалличности

- диагностика многослойных наноструктур (сверхрешетки, 
периодические квантоввые ямы, планарные устройства спинтроники)

- определение типов химических связей, в т.ч. расшифровка структуры 
органических макромолекул, лекарств, ДНК

- классификация минералов и сложных неорганических кристаллов

- рентгеноструктурный анализ (XRD)
- малоугловое рентгеновское рассеяние (SAXS и USAXS)
- рентгеноскопия
- рентгеноспектральный анализ

Методы
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Рентгеновское излучение



Э
кс

пе
ри

м
ен

та
ль

ны
е 

м
ет

од
ы

 к
ва

нт
ов

ой
 э

ле
кт

ро
ни

ки
 

Ле
кц

ия
 1

0
Напряженность электрического поля рассеянной волны
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- положение пиков (наличие различных фаз)
- амплитуда пиков (концентрация фаз)
-ширина пиков (размер кристаллитов и 
степень деформации)
- фон (наличие аморфной компоненты)
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Реконструкция поверхности. Пример  
гексагональной решетки
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